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Временный отказ (сбой) – это самоустраняющийся отказ или однократный 
отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора [1]. 
В процессе эксплуатации микропроцессорное устройство подвергается 
различным воздействиям окружающей среды, каждое из которых может 
явиться причиной временного отказа. К временным отказам микропроцессора 
приводят электромагнитные воздействия внешней среды и ионизирующее 
излучение. Остальные виды воздействий обычно приводят к необратимым 
повреждениям в структуре микропроцессора, в связи с чем устройство 
перманентно теряет свои функции, частично или полностью. 
В качестве показателя эффективности функционирования 
микропроцессорного устройства предлагается использовать полную 
вероятность выполнения данным устройством своих задач. Для определения 
эффективности функционирования микропроцессорного устройства может 
быть использована несколько видоизменённая методика, изложенная в [2]. 
В общем случае микропроцессорное устройство представляет набор 
подсистем: подсистема питания, микропроцессор, устройства ввода, 
устройства вывода и память. Полный отказ одной из подсистем приведёт 
устройство к новому техническому состоянию. Влияние временного отказа 
ввиду его непостоянного характера логично учитывать, как воздействие 
факторов окружающей среды на эффективность функционирования 
устройства в текущем техническом состоянии. Согласно методике, 
изложенной в [2], эффективность функционирования устройства в i-м 
состоянии учитывается с помощью коэффициента эффективности этого 
состояния Фi. 
При вычислении коэффициента Фi необходимо располагать вероятностями 
возникновения воздействующих факторов, а также вероятностями их 
влияния на работоспособность подсистемы или микропроцессорного 
устройства в целом. 
Воздействующие на микропроцессорное устройство факторы необходимо 
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